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Uchwyt do badania metodg iskrowg sktadu chemicznego proszkéw ferromagnetycznych

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do badania metodg iskrowg sktadu chemicznego proszkéow
ferromagnetycznych.

Z opisu patentowego JP6584832B2 znane jest urzadzenie do analizy emisji wytadunku
jarowego, uchwyt probki i metoda generowania wytadunku jarowego. W rozwigzaniu tym uchwyt prébki
zawiera: elektrode, ktéra ma przyktadowg ptaszczyzne mocowania; zewnetrzng czes¢ cylindra, ktéra
zawiera umieszczong w niej ptaszczyzne mocowania prébki oraz wewnetrzng cze$¢ cylindra (czesé
stykowq). W stanie, w ktérym prébka jest oddzielona od otworu wytadowania jarzeniowego, otwarty
koniec wewnetrznej czesci cylindra styka sie z obwodem otworu. Po obnizeniu ci$nienia wewnatrz rury
wyladowczej, zewnetrznej czesci cylindra i wewnetrznej czesci cylindra, ktére sg ze sobg potaczone,
dostarczany jest argon.

Z opisu patentowego CN108318423A znany jest uniwersalny uchwyt na prébki proszkowe do
badania spektroskopii emisyjnej. W rozwigzaniu tym uchwyt na prébki proszkowe sktada si¢ z podstawy
do tadowania prébek, ptyty dociskowej podstawy i kwarcowego klipsa do fadowania probek. Podstawa
do tadowania probek i podstawowa piytka dociskowa sg zmontowane w taki sposéb, ze tworzg
szesciokatny pryzmat. Pomiedzy dwoma szeSciokatnymi powierzchniami dolnymi szesSciokagtnego
pryzmatu znajduje sie optyczny otwér przelotowy. Pomiedzy dwoma szesSciokatnymi powierzchniami
dolnymi znajduje sie szczelina zaciskowa, ktéra stuzy do mocowania kwarcowego zacisku do pobierania
probek. Prébka jest tadowana przez okragtg ptyte kwarcowg w ksztatcie koryta z pokrywa.
Po zatadowaniu probki, dzieki przycigganiu magnetycznemu, jest ona mocowana w $rodku
szesSciokatnego pryzmatu utworzonego z podstawy fadujgcej probke i ptyty dociskajgcej podstawe.
Poprzez uniwersalny uchwyt do prébek proszkowych, pozycja probki moze by¢ wyréwnana raz, tak ze
unika sie procesu wyréwnywania S$wiatta, problem wstrzgsania i posypywania prébki w braniu
i umieszczaniu jest rozwigzany, a wydajno$¢ eksperymentu jest poprawiona.

Dotychczas znane ze zgtoszenia patentowego CN108982475A znana jest metoda ktéra
obejmuje sposob przygotowania prébki do badan dla spektrometru iskrowego z emisjg optyczna,
sposéb analizy nieregularnego sktadu materiatu metalowego oraz spektrometr iskrowy z emisjg
optyczng. Spos6b przygotowania prébki do badania dla spektrometru iskrowego z emisjg optyczng
obejmuje nastepujgce etapy: jeden koniec badanej probki metalowe;j jest ciety, tak ze na koficu prébki
metalowej tworzy sie przekrdj poprzeczny; proszek mozaikowy przyjmuje sie do przeprowadzenia
obrébki mozaikowej na gorgco dla prébki metalowej, tak ze tworzy sie mozaikowy fragment prébki
owijajgcy probke metalowg; jeden koniec probki metalowe] uzyskanej w kroku jest szlifowany
i polerowany, tak ze przekréj poprzeczny jest odstoniety. Sposéb przygotowania moze efektywnie
przygotowaé¢ matogabarytowg probke metalu w prébke spetniajgcg warunki analizy i detekcji przez

optyczny emisyjny spektrometr iskrowy w prosty sposéb.
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Emisyjny spektrometr iskrowy oferowany miedzy innymi z przez firme BRUKER, skiada sie
z komory iskrowej oraz dwoch elektrod. Probke umieszcza sie pomiedzy gémag a dolng elektroda.
W wyniku przytozenia wysokich wartosci prgdu powstaje gwattowna seria iskier o wysokiej energii oraz
nastepuje wytworzenie plazmy pomiedzy dolng elektrodg a badanym materiatem. Inicjacja
wytadowania, kontrola prébkowania i kontrola wzbudzenia wymaga kontroli czasu inicjacji wytadowania
i napiecia, wraz z kontrolg dostarczania pradu do elektrod po zapaleniu wytadowania. tuk pragdu statego
moze by¢ zainicjowany przez pojedynczg iskre, przy czym prad utrzymywany jest na poziomie
wystarczajgco wysokim, aby unikng¢ zapadniecia sie kanatu wytadowania. Od strony komory iskrowe;
probka jest szczelnie zamknieta i przedmuchiwana argonem. W wyniku wytadowania na powierzchni
probki zachodzi odparowanie cze$ci materiatu. Odparowane atomy w plazmie absorbujg energie, a ich
elektrony wraz z kazdg iskrg przechodzg do wyzszych stanéw energetycznych. Po kazdym odigczeniu
iskry, elektrony wracajg do stanu podstawowego i emitujg fotony. Generowana jest emisja ztozona
wynikajgca z duzej liczby pierwiastkédw emitujgcych jednoczes$nie fotony. Nastepnie ztozone Swiatto
wytadowania pada na siatke dyfrakcyjng. Na siatce dyfrakcyjnej oddzielane sg poszczegodine dtugosci
fal i tworzone jest widmo wewnagtrz komory optycznej. Widmo to poddawane jest wéwczas analizie.
Spektroskopy wyposarzone sg w fotopowielacze bagdz tez detektory CCD i CMOS. Oprécz wyzej
wymienionych elementéw spektrometr sktada sie z uktgdu optycznego, uktad elektroniczny i komputera.
Uktad elektroniczny steruje praca i rejestruje otrzymane widma natomiast komputer analizuje i przerabia

dane pomiarowe oraz kontroluje prace instrumentu.

Problemem technicznym do rozwigzania jest potrzeba badania metodg iskrowg skitadu

chemicznego proszkéw metalicznych, posiadajgcych wiasciwosci ferromagnetyczne.

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do badania metodg iskrowg sktadu chemicznego proszkéw
ferromagnetycznych, ktéry to uchwyt mocowany jest na stole maszyny do badania sktadu chemicznego
metodg iskrowg posiadajgcej otwor roboczy z elektrodg dolng i znajdujaca sie nad nim elektrodg gérng,
za$ uchwyt posiada obudowe. Jego istotq jest to, ze w obudowie znajduje sie stopniowany, przelotowy
otwér, ktéry od strony podstawy osadzanej na stole posiada pierwszy stopien oraz drugi gwintowany
stopien. W gérnej czesci obudowy znajduje sie gwintowany trzpien, na ktéry nakrecona jest nakretka.
W otworze obudowy znajduje sie element mocujacy z zagiebieniem w jego dolnej czesci, w ktérym
zamocowany jest magnes tudziez element mocujacy od strony obudowy posiada cze$é trzpieniows,
ktéra na gérnym koncu posiada gwint wkrecony w drugi gwintowany stopien otworu obudowy. Pomiedzy
dolng czescig elementu mocujgcego a goérng czescig obudowy na czesci trzpieniowej elementu

mocujgcego osadzona jest sprezyna naciskowa.

Korzystnym skutkiem zastosowania wynalazku jest mozliwo$é badania proszkow

ferromagnetycznych metodg iskrowa.
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Przedmiot wynalazku w przyktadzie wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na ktérym
poszczegdlne figury przedstawiaja:
fig. 1 — uchwyt w przekroju wzdtuznym w pierwszym potozeniu
fig. 2 — uchwyt w przekroju wzdtuznym w drugim potozeniu,

fig. 3 — uchwyt w przekroju wzdtuznym w rozstrzeleniu

Uchwyt do badania metodg iskrowg sktadu chemicznego proszkéw ferromagnetycznych w przyktadzie
wykonania mocowany jest na stole 1 maszyny do badania sktadu chemicznego metodg iskrowg otwor
roboczy 1.1 z elektrodg dolng 1.2 i znajdujgcg sie nad nim elektrodg gérng 1.3. Uchwyt posiada
obudowe 2 w ksztalcie walca w ktérego osi znajduje sie stopniowany, przelotowy otwér. Otwér od strony
podstawy osadzanej na stole 1 posiada pierwszy stopien 2.1 oraz drugi gwintowany stopien 2.2.
W gornej czesci obudowy 2 znajduje sie gwintowany trzpieh 2.3, na ktéry nakrecona jest nakretka 3.
W otworze obudowy 2 znajduje sie element mocujgcy 4 z zagtebieniem 4.1 w jego dolnej czesci,
w ktérym zamocowany jest magnes 5. Element mocujacy 4 od strony obudowy 2 posiada czes¢
trzpieniowg 4.2, ktéra na gérnym koncu posiada gwint 4.3 wkrecony w drugi gwintowany stopieh 2.2
otworu obudowy 2. Pomiedzy dolng czescig elementu mocujgcego 4 a goérng czescig obudowy 2 na

czesci trzpieniowej 4.2 elementu mocujgcego 4 osadzona jest sprezyna naciskowa 6.

Dziatanie uchwytu do badania metodg iskrowg sktadu chemicznego proszkow
ferromagnetycznych polega na tym, ze poprzez wkrecanie lub wykrecanie nakretki 3 mozliwa jest
regulacja odlegto$ci pomiedzy elementem mocujagcym 4 a obudowg 2. Proszek umieszka sie pod
magnesem a nastepnie uchwyt ustawiany jest koncentrycznie w otworze roboczym spektrometru 1.1
pomiedzy elektrodami 1.2 i 1.3. Nastepuje docisk uchwytu elektrodg 1.3 i wykonywane jest badanie

poprzez przytozenie napiecia pomiedzy elektrodami 1.2 1.3.
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Wykaz oznaczen:

1.

Stét

1.1 Elektroda dolna

1.2 Elektroda goérna
Obudowa

2.1. Pierwszy stopien otworu
2.2. drugi gwintowany stopien otworu
2.3. gwintowany trzpien

2.4. gwint zgarniacza
Nakretka

Element mocujacy

4.1. gwintowany trzpien

4.2. czeSé trzpieniowa

4.3. gwint

Magnes

Sprezyna naciskowa



